Heterodyne double interferometer with signal detector - passes reference 
and measuring beams over common paths and compensates for 
systematic errors 
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Abstract of DE4031 291 

A heterodyne double interferometer 
uses intensity division of the coherent 
radiation from a coherent source. Both 
beams are passed via the same 
reference and measurement paths and 
their measurement signals detected 
separately and processed so 
systematic, periodic errors are 
compensated. 

In addition or alternately, the 
measurement signals can be detected 
with opposite signs to achieve a 
doubling of the resolution of the phase 
angle between two interference events. 
ADVANTAGE - Enables expansion of 
phase measurement to be achieved with 
improved interpolation by compensation 
of periodic systematic errors which can 
occur in polarisation optical version. 
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Antrag auf Nichtnennung 



© Heterodynes Doppel- Interferometer 

(57) Es wird ein heterodynes Doppel-lnterferometer beschrie- 
ben, welches Referenz- und MeBstrecke gemeinsam durch- 
lauft, aber auch so geschaltet werden kann, daB die beiden 
Frequenzen gegenlaufig sind und dadurch eine Verdopplung 
der Aufldsung der Phasenmessung erreicht wird. Bei geeig- 
neter relativer Stellung der Anaiysatoren der beiden MeBde- 
tektoren zueinander konnen nichtlineare Fehler kompensiert 
werden. Oer Vorteil der Anordnung besteht darin. daft mit 
geringem Mehraufwand eine Verdopplung der Phasenaufto- 
sung und/oder eine Kompensation von nichtlinearen Fehlern 
erreicht wird. 
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5, Interferometer nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ von den beiden MeOsignalen der 
Mittelwert gebiidet wird. 
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